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Przyrzad do badania odksztalcen krystalizatorow
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Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do ba-
dania odksztalcen wewnetrznych powierzchni §cian
krystalizatoréw do cigglego odlewania stali.

Uzywane dotychczas krystalizatory maja prze-
waznie ksztalt kwadratowej rury i sa najbardziej
newralgicznym elementem urzadzenia do ciaglego
odlewania stali. Prawidlowo$é procesu technolo-
gicznego i cigglo§é pracy zalezy od stopnia zde-
formowania przekroju poprzecznego krystalizatora
na skutek zmienno$ci poziomu plynnej stali, Ba-
dania krystalizator6w majg na celu dostarczenie
danych odno$nie charakteru i wielko§ci powstaja-
cych deformacji i ich wptywu na produkcje.

W szczeg6lnoSci zadaniem przyrzadu wediug wy-
nalazku jest badanie odksztalcei wewnetrznych

§cian krystalizator6w oraz ustalenie granicznych -

dopusiczalnych wielkosci deformacji. Wyniki ba-

., daf- oraz ich poréwnywanie pozwalaja okresli¢
" miejsca’ niebezpiecznych deformacji ich charakter

oraz szybko§é ich narastania.

. Przyrzadem wedlug wynalazku mozina wykry¢
odksztalcen:
owalnos¢ i wklestosé
§cian, rombowato§é oraz skrecenie rury i wykrzy-
wienie jej osi podiluznej. Przyrzad pozwala na
réwnoczesne badanie wszystkich wewnetrznych
§cian na kilku lub kilkunastu §ciezkach réwnole-
glych do osi podluznej krystalizatora, przy czym
liczba $ciezek ograniczona jest jedynie wymiara-
mi czujnikéw,
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Przyrzad wedlug wynalazku pozwala dalej na
sprawdzanie stanu Kkrystalizatoréw dostarczonych
z wytwoérni, ktére ma na celu wyeliminowanie
egzemplarzy wykonanych wadliwie, oraz spraw-
dzenie krystalizator6w po ich zamontowaniu do
obudowy dla stwierdzenia czy w czasie montazu
nie nastgpily szkodliwe deformacje. Pozwala on
réwniez na sprawdzanie krystalizatoréw w przer-
wach technologicznych w celu stwierdzenia czy
deformacje powstale w toku procesu odlewania nie
przekroczyly wielko§ci dopuszczalnych, co mbglo
by spowodowaé zatrzymanie sie czeSciowo zasty-
gnietej stali w krystalizatorze, prowadzace do wy-
lewu stali na mechanizmy, przerwania procesu
odlewania lub przestoje w produkcji.

Na rysunku uwidoczniono schematycznie i przy-
kladowo przyrzad, wedlug wynalazku, przy czym
fig. 1 przedstawia go w przekroju poziomym i fig:
2 — konstrukcje czujnika, w przekroju wzdluz
linii A—A na fig. 1.

Przyrzad wedlug wynalazku sklada sie z dwéch
zasadniczych zespoléw, a mianowicie, z wzorca. 1l
ustawionego osiowo wewngtrz rury 2 krystaliza-
tora, oraz wo6zka 5 z czujnikami 4. Wzorzec 1
ustawiony jest w osi geometrycznej wewnetrznego
przekroju rury za pomocg czterech rozpreznych
trzpieni 3 ustawionych wzdluz obydwu przekat-
nych, przy czym dwa trzpienie ustawione wzdtuz
jednej przekgtnej krystalizatora zamontowane sg
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w gérnej czefci przyrzadu, a dwa pozostale wzdluz
drugiej przekgtnej w dolnej czeSci przyrzadu.

Czujniki 4 przymocowane sa do woézka 5, ktéry
za pomocg rolek 6 przesuwa sie¢ wzdluz biezni
prowadnic 7. Wszysttie bieinie usytuowane s3
réwnolegle do wzdluzmej osi krystalizatora,

Kady 2 czujniledw 4 sklada sie z diwigni 8
zamocowanej uchylnie na wsporniku 9. Na jed-
nym koficu dZwigni 8 zamontowana jest rolka 10,
a drugi koniec dZwigni dociskany jest spréfyng 11.
Jeden elektryczany styk 12 ustawiony jest na wprost
osi obrotu rolki, a drugi 12a na przeciwleglym
koficu diwigni. Odlegldéé tych styké6w od osi obro-
tu dZwigni 138 jest jednakowa. Styki osadzone sa
suwliwie w izolacyjnych tulejach 14 i dociskane
spreiynargi 15 w!lgierunku dZwigni. Tuleje wraz
ze stykarmi mozna whkrecaé lub wykrecaé i za-
bezpieczaé” w obranymi polozeniu i w ten sposéb
ustalaé ich polozenie wzgledem nominalnego po-<
lozenia dZwigni z rolka. Niezaleznie do regulacji
poszezegbimych styROW, wiszystRie YRl jedne) Setd-
ny sa zamocowane we wsp6lnym wsporniku 16
i mogg byé razem dosuwane lub odsuwane od
swych diwigni eelery prrestawienids na inng to-
lerancje pomiaru.

Czujniki 4 dzialajg - w nastepujagcy spos6b.
Elektryczne styki 12, 12a obwodu alarmowego
ustawia sie w odleglosci od d#wigni 8 réwnej za-
loZzonej odchylce (np. 0,5 mm) przy nominalnym
ulozeniu dZwigni. W czasie ruchu wézka ku gérze
lub w d6l rolka 10 toéczy sie po Scianfe rury 2
krystalizatora. JeZeli Sciana krystalizatora wzdluz
calej dlugosci §ciezki jest w zakresie nastawionej
tolerancji réwnolegla do prowadnic 7 wzorca,
woéwezas dfZwignia 8 nie dotknie Zadnego ze sty-
kéw 12, 12a. Zetkniecie sig dZwigni z jedaym z tyeh
siykéw spowoduje zaSwiecenie sie odpowiedniej
zarbwki w ukladzie kontrolnym na pulpicie po-
miarowym co oznacza, e w danym miejscu jest
odchylka wigksza lub réwna zalogonej. ZaSwie-
cenie Zaréwki gérnego siyku 12 oznacza wypu-
klof¢ rury, a zapalemie sie dardwki od dalnego
styku 12a wglebienie.

Kolejnym skokowym dosuwaniem lub odsuwa-
niem stykéw od diwigni przy przesuwie wbzka
wzdhuz calej dlugoSci Scian krystalizatera, moina
ustali¢ rodzaj i wielko&¢ znieksztalcen &cian rury
wzdluz poszezegblnych $ciezek. Zestawienie wyni-
kéw badania wszystkich $ciezek i ich analiza,
daje mozno$é ustalenia wielkoéci i charakteru de-
formacji calej rury na badanej dlugosci.

Praebieg pumisru prsedstawia sic sastepuijgeo.
Preyrzad z mnaestawleny maksymalng odckylia
wprawadze st¢ do rury ma wihifeiws glebdkeSE
i moeuje prrez jednoezesme romprefanie jeuned
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pary trzpieni §, a nastepnie drugiej pary. Wések
5 przesuwa sie wzdluz calej dlugosei Sciany. JeddE
Zadna z zZar6wek nie zaéwieca sig to zmaczy, ze
nie ma bledu, ktérego wielkosé Bydsby wicksza
lub réwna maksymalnej odchylce nastawionej na
przyrzgdzie. Nastepnie przyrzad odmocowuje sie
i wysuwa z rury Kkrystalizatora na tyle, aby mieé
dostep do wézka 5. Wsperniki 18 wraz ze styka-
mi 12 dosuwa sie do diwigni & aby zmtiejszyé
tolerancje odfegtoSei stykbw od dfwigni Fonownie
mocuje sie przyrzad w rurze krystalimstosh i prze-
suwa woézek z czujnikami wzdluz calego zakresu
pomiarowego., Czynho§é te powtarza sie Kkilka-
krotnie az do zetkniecia sie stykéw 12 z diwignia
8 Przy kazdym nastawieniu znate. jesé edleglosé
od stykéw do diwigni wyrazons w mm. Podczas
przesuwania wézka wzdluz zalfesur poinlafowego
obserwuje sie zar6wki kontrolne. Jefeli ktoéras
z hich zadwierf sig¢ to w tabeli wyntk6w dla danej
glebokoSci okreSlonej Sciezki wpisuje sie wielko§é
otctryiki opatrzonej ztigkiem + B —. Po ZdRofi-
czeniu cyklu pomiarowego tabela wynikéw jest
wypelniona i na jej podstawie dokonuje sie ana-
Hizy wielkoSci I charaktera deformdcji badanej
Sciany rury.

Sprawdzenie stanu krystalizatora odbywa sie
przez nastawienie stykéw 12 w odlegloSci od dZwi-
gni réwnej dopuszczalnej odchylce. Odchylka ta
zostala uprzednio ustalona na drodze badan. Po
jednym zamocowaniu i przesunieciu wézka ocenia
sie stan krystafizatora. Jefeli w czasie sprawdza-
nia nie zaobserwuje si¢ zaSwiecenia zadnej za-
réwki oznacza to, ze krystalizator jest dobry. Je-
Zeli czeS¢ zaréwek $Swieci sie — oznacza to, Ze
krystalizator trzeba wymienié,

Zastrzetenia patentowe

1. Przyrzad do badania odksztaleei krystalizatora
znamienny tym, ze ma wézek () z czujnikami
(4) zamentowany przesuwnie wzdiuz biegni pro-
wadnic (7) wzorca, ustawionego w osi wzdluz-
nej rury (2) krystalizatora,

2, Przyrzad wedlug zasirz. 1, znamienny tym, ze
ma czujniki mechaniczno-elekiryczne z uehyl-
nymi diwigniami (8) i elekirycznymi stykami
(32, 12a) orae iar6wki sygualizacyjoe,

3. Przyrzad wediug zastrz. 1 lub 2 snamieany tym,
ze elektryczne styki (12)sq osadzone wizolaeyj-
nych tulejach (14) i dociskane w kierunku
déwigni (8) spreiynami (15).

4. Przyrzad wedlug zastrz. 1—3, znamienny tym,
Ze dla kazdej Sciany krystalizatora ma osobay
wspornik (16) ze stykami (12) dosuwany lub
odsuwany od diwigni ¢8) tej Sciany.
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